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Messbedingungen
Messlänge (X)     856,4µm
Messpunktabstand       0,5µm
Schrittweite Rauheit       0,5µm
Messgeschwindigkeit       100µm/s
Messbereich Z    5000,0µm
Z-Faktor  0,999229
Symmetriekompensation    -291,1µm
Geradheitskompensation (X-Achse) aus
Radiuskompensation       1,8µm
Abdruckmessung aus

SKV Bürste

Konturdarstellung X Ver: x500  Z Ver: x500

1 7 0 ,5 7 µm
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Substrat Kanten-
präparation

BeschichtungGeometrie


